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X-MET8000
neden isiniz icin
mUkemmel aractir?

GUVENEBILECEGINiZ SONUCLAR

X-MET8000, ¢ok yénli temel parametreler (FP) metodu ve
UstUn hassasiyet ve dogruluk saglayan (sertifikall referans
malzemelerle izlenebilir) ampirik kalibrasyonlariyla her iki
yéntemin de avantajlarini sunar.

USTUN PERFORMANS

Aluminyum alasimlari, Si ve Al bronzlari gibi birgok ticari

alasimin hizlica test ediimesine yonelik hafif element

(Mg ila S) analizi i¢in harika bir segimdir. Saniyeler iginde
laboratuvar kalitesinde sonuglarla dogru standart ayirma
(6r. 303-304, 6061-6063) igin dUsUk tespitsinirlart sagdlar.

KULLANIMI KOLAY

Sezgisel, simge temelli kullanici ekrani, asgari dlizeyde
operatdr egitimini yeterli kilar. Sizin icin dnemli olan
bilgileri gbrintUleyerek hizl karar vermenizi saglayan
kisisellestirilebilir bir sonug ekranina sahiptir.

Rahat gunlik kullanim icin hafif (1,5 kg) ve ergonomiktir.
Dogrudan gunes 1siginda bile ekranin okunmasi kolaydir
ve eldivenle kullanilabilir.

DOGRU

Borular, cubuklar, Tmm ¢apina varan teller, kaynaklar,
baglanti ekipmanlari dirsekler, yongalarda dogru test igin
otomatik numune boyutu optimizasyonu.



UZUN OMURLU

X-MET8000, toz ve suya karsi Ustin koruma icin IP54 (NEMAS’le
esdeger) uyumludur. Cevresel sizdirmazliga sahip, darbeye
dayanikll muhafaza ve ekran burun ve batarya etrafinda
sarsintilardan korumaya yéneliklastik tamponlara sahiptir. Genis
sogutucu, sicak ortamlarda bile optimum dayaniklilik ve stabilite
saglar. Kalkan (Expert ve Optimum modellerinde istege bagl)
veya dayanikli, kalin Kapton® pencere (Smart modelinde), kiigik
bilesenleri ve keskin parcgalar test ederken dedektdr ve X-isini
tdpUnun hasar gérmesini 6nler.

ETKILI VERI YONETIMI

Spektrum ve (kamera mevcut ise) numune gorantist dahil
100.000’e kadar sonucu saklayin. Nihai veri bUutanlugu igin
sonuglari ve raporlari, CSV veya degistiriimeye karsi korumali
PDF formatinda, dogrudan bir USB bellek ile bir bilgisayara veya
Wifi ya da Bluetooth kullanarak ag paylasimina indirin. X-MET
rapor olusturucusunu kullanarak (yazilim kurulumu gerektirmez)
kendi raporlarinizi olusturun. Raporda sirket logosu, numune
gobruntusl, sonuglar, spektrum ve ek numune bilgileri yer alabilir.
Uygulamamizi kullanarak, sonuglari tedarikgiler, musteriler veya
meslektaglarinizia hemen paylasabilirsiniz.

GENIS CAPLI, KiSISELLESTIRILEBILIR
STANDART KUTUPHANESI

X-MET8000, en kapsamli standart kitliphanesine sahiptir:
onceden kurulmus, kullanici tarafindan segilebilir AISI, DIN, JIS
ve GB kitlphaneleri toplamda 1600’den fazla alasim icerir.
Kullanicilar mevcut kutuphaneleri degistirebilir, yeni standartlar
(Uretici veya konuma 6zgl standartlar gibi) ekleyebilir ya da
ornegin belirli bir kaynak malzemesi icin kendli

kUtdphanesini olusturabilir.

Onceden yiklenmis kiitiiphanelerinin icerikleri:

Nikel alasimlar. DUsuk alasimii celikler.
Paslanmaz celikler. Takim celikleri.
Bakir alasimlar. Titanyum alasimlar.

Alliminyum alasimlar. Zirkonyum alasimlar.

Kobalt alagimlar. Ve ¢ok daha fazlasi...

TEST 81
SS316
GOOD MATCH (1/1)

ELEMENT |% +i- LIMIT
Al <0.00 0.050
Si 0.43 0.046  0.00-1.00
P 0.05 0.008
5 0.11 0.013
Ti 0.03 0.024 0.00-0.20

0.09 0.020
Cr 16.95 0130  16.00-18.00
Mn 1.58 0.086  0.00-2.00

CAMERA

Alloy LE | Gs, 16:46

AVAILABLE GRADE LIBRARIES




YAPILANDIRMA
SECENEKLERI

X-MET8000 X-MET8000 X-MET8000

Smart Optimum Expert

En hafif elementler (Mg, Al, Si,
P ve S) ile iz element analizleri
gibi, en genis yelpazedeki

Aliminyumdan bronzlara,

Yaygin alagimlarin rutin tespiti pirincten celik ve benzerlerine

Agiklama ve analizi igin akilli bir se¢imdir kadar yuksek hizl 'stlgn.dart alasimlarin test edilmesinde
tanimlama ve analizi igin L o
o o Ustiin performans saglayan en
optimize edilmigtir .
kapsamli cihazimizdir
T 40 kV veya 50 kV
X-igini tlpi UL (uygulamaya bagli olarak) A
: . . ' Mg’den U’ya kadar tim elementlerin optimize analizi i¢in 6
X-1gini tapd filtreleri Tek filtre pozisyonlu filtre tekeri
Dedektér Genis alanl SDD Genis alanl SDD Genis alanl SDD
Element araligi K-U Mg-U
Maks. numune sicakhgi 400°C elie
) HERO™ (isiya dayanikli) pencere (istege bagl) ile 400°C
IP54 sinifi Var Var Var
Agirlik 1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg
Pil 6mri 10 - 12 saat 10 - 12 saat 10 - 12 saat
Dedektdr penceresi hasar ® i e
I—— Kalin Kapton® pencere Istege bagli pencere kalkani
Standartsiz + Ustiin hassasiyet
ve dogruluk saglayan
Kalibrasyonlar Standartsiz Standartsiz (hafif elementlerin (sertifikall referans

analizi dahil) malzemelerle izlenebilir)
ampirik kalibrasyonlarin
otomatik secimi

DONANIM VE YAZILIM SECENEKLERI

Bluetooth Var Var Var
WiFi Var Var Var
Entegre kamera istege bagli istege bagli Var
Kiictik nokta kolimatér( Yok istege bagli istege bagli

Rapor olusturucusu Var Var Var



Uretkenligin artinimasi
ve operatorun
emniyetine yonelik
Istege bagl
aksesuarlarmiz

PORTATIF BLUETOOTH YAZICI:

Sonuglarn k&gida veya yapiskanli etiketlere yazdirarak test
parcalarinin Uzerine yapistirn; karnisikigr énleyen pratik
bir ¢6zUmdur.

KILIF VE KEMER:

analiz cihazinin galisma alaninda, elde tutulmadan tasinmasi igin.

MASA USTU STANT:

Duzensiz sekilli pargalarin dlgimund yaparken Uretkenligi artirmak
ve operatdrin guvenligini saglamak icin X-MET8000 cihazini
saniyeler icinde bir masa UstU analiz cihazina déntsturin. Standin
genis haznesi, ¢ok gesitli sekil ve boyutlara sahip numuneleri
Olcebilmenizi saglar.

AYAKLI HAFIF EMNIYET KALKANI:

ufak numunelerin hareket halinde analizi icin (6r. vidalar,
baglama elemanlari). Tam portatiflik saglayacak sekilde X-MET
kasasina oturur.

HAFiF RADYASYON KALKANI:

hafif alasimlarin (r. Al alagimlari) analizi esnasinda etrafa sagilan
radyasyonu en aza indirmek icin.

BLUETOOTH BARKOD TARAYICI:

X-MET kullanici araytizine numune etiketleri veya ilave bilgiler
girilirken olasi yazim hatalarini énleyin. X-MET ekranindaki
sectiginiz alana bilgileri girmek icin sadece numune
barkodunu taratin.
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Hizmetimiz
Klresel Servis agimiz,
calismanizin kesintiye

ugramamasl i¢in her konuda
teknik destek saglamaktadir.

. I Telefonla yardim
» Sorununuza hizli gézUm getirebilmek igin.

Cevrimici sistem kontrolii
Internet Uzerinden kapsaml destek.

Kiralik cihazlar
Analiz cihaziniz galismasa da siz
calismaya devam edebilirsiniz.

Yeniden sertifikalandirma ve bakim
Analiz cihazinizin yillar gegtikge dogru
sonug vermeye devam etmesini saglar.

Egitim
Analiz cihazinizi ve 6zelliklerini
tanimanizi saglar.

Uzatilan garanti s6zlesmeleri
Beklenmedik masraflar dnler.

Sarf malzemeleri ve aksesuarlar
Yedek pillerden masa UstU stantlara
kadar her tirli malzeme.

Onarimlar
Hizli ve verimli geri donus.
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Diger urunler

40 yil agkin bir stredir endustriyel analiz
UrOnleri saglamaktayiz.

Vulcan: X-isini kullanmadan 1 saniyede alasim
tespiti icin son teknoloji.

Mobil ve portatif OES: Alasimli ve eser elementlerin
analizinde ve cift fazli ¢eliklerde nitrojen analizinde
yUksek performans icin.

Uriin gamimizin tamamina olarak
www.hitachi-hightech.com/hha
adresinden g6z atin

@ Hitachi High-Tech Analytical Science

Bu yayinin telif hakki Hitachi High-Tech Analytical Science sirketine ait olup,
yalnizca genel bilgi amaclidir; sirket tarafindan yazil olarak kabul edilmedigi
mUddetge herhangi bir amagla kullanilamaz, uygulanamaz veya ¢ogaltilamaz,
herhangi bir siparisin veya szlesmenin bir par¢asini olusturamaz ya da ilgili
Urtnlerin veya hizmetlerin temsili olarak distintlemez. Hitachi High-Tech
Analytical Science’in politikasi surekli iyilestirmedir. Sirket herhangi bir Griin ya da
hizmetin 6zelliklerini, tasarmini veya tedarik kosullarini bildirmeksizin degistirme
hakkini sakli tutar.

Hitachi High-Tech Analytical Science tUm ticari marka ve kayitlarin dogrulugunu
kabul eder.
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